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WPLYW PARAMETROW PROCESU PVD NA BUDOWE, STRUKTURE
KRYSTALICZNA I MOLEKULARNA NANOKOMPOZYTOWYCH WARSTW C-Pd

W pracy przedstawiony zostal wplyw parametrow procesu wytwarzania
nanokompozytowych warstw weglowo-palladowych (C-Pd) na budowe oraz strukturg
krystaliczna 1 molekularna sktadowych elementow warstwy. Warstwy te otrzymywane sa
metoda fizycznego odparowywania w prozni (PVD) z fullerenu Cgo i octanu palladu.

Wszystkie warstwy wybrane do badan nanoszono na podtoza z kwarcu
polerowanego przy statej odlegtosci obu zrodet prekursorow warstw od podtoza d = 60mm.
Temperatura Zrodet byla zalezna od nat¢zenia pradow plynacych przez te zrodia: lceo
natgzenie pradu ptynacego przez zrodto fullerenu oraz lpg natgzenie pradu ptynacego przez
zrédlo octanu palladu. Powstata w ten sposob warstwa nanokompozytowa C-Pd sklada si¢ z
nanoziaren palladu osadzonych w matrycy weglowej zbudowanej z roéznych form
alotropowych wegla (np. ziarna fullerytu, grafitu 1 wegla amorficznego). Wyniki wskazuja,
ze w trakcie procesu osadzania w niektérych warunkach technologicznych procesu PVD
octan palladu nie rozktada si¢ catkowicie 1 obserwujg si¢ rowniez pozostalosci tego zwiazku
W warstwie.

Warstwy badano przy pomocy mikroskopu sit atomowych, transmisyjnego
mikroskopu elektronowego, skaningowego mikroskopu elektronowego wyposazanego w
opcje mikroanalizy (EDX - Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) oraz fourierowskiego
spektrometru absorpcji w podczerwieni. Mikroanaliza z EDX pozwolita na zbadanie
zawarto$ci palladu w warstwach C-Pd. Zmiany strukturalne w warstw C-Pd w zaleznosci od
parametroOw technologicznych procesu PVD badane byty metoda TEM oraz FTIR. Rys.1a, b,
c to przykladowe obrazy SEM, AFM oraz TEM, pokazujace odpowiednio topografig
wytworzonych warstw oraz nanokrystality palladu obecne w takiej warstwie. Przedstawiona
warstwa zawiera 8,5% wg. palladu, srednia wielko$¢ nanoczastek Pd wynosi 5nm.
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Rys. 1 Obr a) M, ) . oraz b) TEM w jasnym polu warstwy C-Pd zawierajacej 8,5 %wag. Pd
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